Titulo:
Difragdao de Raios X para Identificagao e Caracterizagao de Materiais e Moléculas

Professor Responsavel:
Prof. Carlos Basilio Pinheiro

Carga Horaria:
Semanal: 4 horas
Total: 60 horas
Turno: Diurno

Pré-requisitos:
Geometria Analitica

Numero Maximo de Alunos:
40

Forma de Avaliagao:
Provas escritas e exercicios.

Ementa:

Definicdo de cristal, simetria e isomeria. Redes e sistemas cristalinos, grupos de ponto e
de espaco e uso da Tabela Internacional de Cristalografia. Empacotamento atomico
(estruturas HCP, CCP, BCC, etc.) e estruturas intersticiais (cristais diatémicos, grafite,
diamante, entre outros). Intera¢do da radiacdo com a matéria e espalhamento eldstico
de raios X. Difracdo por cristais tridimensionais, difracdo de policristais e filmes para
identificacdo e caracterizacdo de materiais. Analise qualitativa e quantitativa de fases
pelo método de Rietveld. Difracdo de monocristais para solucdo e refinamento de
estruturas de sélidos cristalinos.

Objetivos:

(1) Compreender os fundamentos fisicos e geométricos da difracdo de raios X;

(2) Capacitar o aluno na identificacdo e caracterizacdo estrutural de materiais
cristalinos;

(3) Aplicar métodos de andlise qualitativa e quantitativa de fases.

(4) Introduzir o refinamento estrutural (monocristais) e o método de Rietveld
(policristais).
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